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1. はじめに 

ナノ試料上に作製した電極に SEM内にて局所的に電子線照射し、試料と電極を溶着することで良質

な電気的接触を行うためには、照射電流計が必要になる。走査電子顕微鏡（日本電子：JSM-6360LA）

には重要となる照射電流値をモニターする機構・機器が備わっていないため、試料へどのぐらい電子

線が照射されているかを定量的に判断できない状況にある。したがって、電子線照射計の開発を目的

としている。 

 

2. 方法 

試料台にファラデーカップを取り付ける（写真１）。SEMチャンバー内への外部出力端子を取り付ける

（写真１）。ピコアンメータにて照射電流値を計測する（写真 2）。加速電圧、及びスポットサイズによ

る照射電流値の依存性を調べる。 

                

    

 

 

 

  

  写真１.左:ファラデーカップ 右:外部出力端子      写真２．ピコアンメータ 

 

3. 実験結果 

ピコアンメータに加速電圧や照射電流値を変えて測定を行なった。結果、照射電流値を測定するこ

とが可能になった。 

加速電圧：15kV  スポットサイズ：65 WD：10ｍｍ 対物絞り：30μmΦ  射電流値：2.35nA 

  加速電圧：25kV  スポットサイズ：50 WD：10ｍｍ 対物絞り：100μmΦ  射電流値：1.12nA 

 

4. おわりに 

照射電流計を取り付ける技術を習得できたことにより、応用が効くことがわかった。例えば真空計

の接続や電流を流すなどパーツを接続することによりその場観察が可能になる。 
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